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(57) Abstract: A 4Pi microscope provided with 
an interferometer wherein two lenses (31, 33) are 
arranged in such a way that they are opposite to each 
other on different sides of a sample plane (35); also 
comprising an optical element (19) which is used to 
inject illuminating light (3) into the interferometer 
and/or used to discharge detection light (41) from the 
interferometer and to deflect a detection beam path, 
containing a reflecting means (51) which reflects 
illuminating light discharged by the optical element 
back into the interferometer and/or which allows 
detection light which is deflected onto the deflection 
beam to pass, also reflecting other discharged 
detection light which is not deflected onto the 
detection beam path back into the interferometer. 

(57) Zusanmienfassung: Ein 4Pi-Mikroskop mit 
einem Interferometer, in dem zwei Objektive (31, 
33) einander gegeniiberliegend auf unterschiedlichen 
Seiten einer Probenebene (35) angeordnet sind, 
und mit einem optischen Element (19), mit 
dem Beleuchtungslicht (3) in das Interferometer 
einkoppelbar und/oder mit dem Detektionslicht 
(41) aus dem Interferometer auskopj^lbar und auf 
einen Delektionsstrahlengang lenkbar ist beinhaltet 
ein Reflexionsmittel (51), das von dem optischen 
Element ausgekoppeltes Beleuchtungslicht in 
das Interferometer zurQck reflektiert und/oder 
das von dem optischen Element ausgekoppelte 
und auf den Delektionsstrahlengang gelenkte 
Detektionslicht passieren lasst und weiteres, 
nicht auf den Delektionsstrahlengang gelenktes, 
ausgekoppeltes Delektionslicht in das Interferometer 



zuriick reflektieit. 
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